Ha3zus npeamera: MHcTpyMeHnTaHa aHaau3a I1

HacTraBHMK Win HACTaBHUIM (TIpe3uMe, cpembe cnoBo uMe): Muutetuh 7K. T'opnana

Craryc npeamera: n300pHU

bpoj ECIIB: 8

YciaoB:

Hubs npeamera: Ymo3HaBame CTyJICHATa Cca CaBPEeMEHHUM HWHCTPYMEHTAIHHM MeToJama
aHAJIM3€ W IbMXOBOM NMPUMEHOM 32 aHAJM3Y PEATHUX y30paKa.

Hcxon nmpenmera: HakoH oBOT Kypca CTYJEHT j€ OCIIOCOOJBEH 32 CAaMOCTAaJIaH UCTPAKUBAUKH
paj.

Canp:xaj mpeamera

Teopujcka nacmasa

Y oxBupy oBOr Kypca Mory pna Oyay ognaOpana crneaecha mnornaBba y IHPUMEHH
HMHCTPYMEHTAJIHUX METOJAa aHAJIU3E!

[IpumMeHa KOJIOPUMETPUJCKUX U CHEKTPO(YOTOMETPHJCKMX METOJA y AHAIUTHIM KUBOTHE
cpeaune. Ilpumena UV/VIS y anamutumm nexosa. Ilpumena wertoma mnpoTouHe u
CEKBEHIIMjaIHE aHAIN3€ Y aHAIUTHUIIM )KUBOTHE cpeluHe. XUapuaHa U OecriiaMeHa TeXHHUKA
aTOMCKO-aICOPIIIIMOHE CrieKTpoMeTpHje. MHAyKTUBHO cnpernyTa mia3ma. HenectpykTuBHe
METO/Ie aHalu3e: reHATNeHCKa €MHCHOHA aHalu3a U y-crnekrpockonuja. Ilpumena IR y
aHanuTUIM Bojae W 3emsbuinta. [Ipumena NMR y ananmutuum aautuBa. [Ipumena MS y
aHaJMTULM TparoBa 3arahuBava. [lpuMeHa WHCTPpYMEHTATHMX METONA Yy AHAINTHIN
HapKOTUKAa M HUXOBUX HpeKypcopa. IlpuMeHa WHCTpyMEHTaIHMX METOAA Yy aHaJIUTHLU
XpaHe.
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Bbpoj wacoBa akTuBHE npeaasama: 60 CTyaMjcKu UCTPAKUBAYKH Pa;:
HacTtase: 60

MeTtone u3Bohema HacTaBe: nperaBarmba, CEMUHAPCKU PAZOBU, KOHCYJTALH]E.

Ouena 3Hama (MakcumagaHu Opoj moena 100)
AaKTUBHOCT y TOKY NpefaBama - 10 moeHa
KOJIOKBHjyM - 30 oeHa
ceMuHap - 15 moena
YCMEHH UCIuT - 45 nmoeHa




